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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE IN-

VENCION EN ESPANA POR: "UN SISTEMA PARA CONTROLAR

CORRIENTES ELECTRICAS QUE EXCEDEN DE UN VALOR LI~

' MITE", A NOMBRE DE STANDARD ELECTRICA, S.A., CON

DOMICILIO EN MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRADO, -

El presente invento se refiere a un sistema
para controlar la corriente eléctrica, aplicable a un
circuito de control de potencia para detectar el paso
de una corriente cuya intensidad excede un valor iimite;
Los circuitos de relés electromecdnicos estéq ac-
tualmente controlados por circuitos electrénicos. La confi
gufacién m&s general consiste de un relé.electromecénico,
cuya corriente de activacidn pasa bajo el cantrol de un
transistor de potencia{ En caso de accidente, la corriente

puede estar sujeta a variaciones y deben tomarse precancio-

nes.
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contra elevaciones excesivas, que corren el riesgo de

deteriorar el transistor.

A.este fin, se comprueba la corriente que pasa
por el circuito emisor-&olector dei transistor; bien
a intervalos regulares o de un modo pontinuo: Mas concre-
tamente, se sitia una resistencia en serie en este cir-
cuito.y se evalda la diferencia de potencial existente
en los terminales de dicha resistencia. Sin embargo, si la -
resistencia se corto~circuita debidola un accidente, la
diferencia &e potencial en sus terminales es nula. Entonces.
el circuito no puede detectar el paso de una por;iente exqg'
siva. De la misma manera, Ssi faila el circuito de prueba,

dicha deteccidn también seri imposible,

Asi, el invento proporciona un sistema que permit:

- evitar tales inconvenientes.

Este sistema estd caracterizado porqué compreﬁde
un dispoéitivo de conmufacién conecfado con el circuito_ge
prueba para-modificaf su ;eﬁsibilidad a la comprobacidn
y al ﬁismo tiempo la resistencia de prueba y él funcionamier
to del circuito de prueba. A

Este sistema ésté tambien caracterizaAO porque
compr;nde un generador de tensidn coneétado a una entrada
del circuito de prueba y que permite simular la caida de
tensién pfbvocada normalmente en la resistencia por la
corriente de control del circuito -a se controlédo;

Describiremos con més detalle el invento, des-
cribiendo un ejemplo juntd con los dibujos que se acompa-
fian, en los cuales: ' .

La fig. 1 es un diégrama de conexidn de una

configuracidn del invento;
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La fié..2 es ;n ;;empld.dc los circuitos que
permiten el funcionamiento del sistema del invento.

La fig. 1 muestra con detalle conectado en serie,
un piréuito de éarga c Quc comprende, por ejcmpio un
relé y un diodo, un transistor de éontrol‘TG, ﬁna resisten-
cia R19 y una fuente de tensidén de alimentacidén -U. En
un pinto A situado entre el transistor T6 ¥y la resistencia
R19, se deriva un circuito de prueba .de tensién EC, al que
estln conectados un amplificador de simulacidn AS Yy ﬁn
circuito de conmutacidém de sensibilidad CC.

Una.seﬁal aplicada a laléntrada KW hacia la base
del transistor T6 hace al Gltimo conductivo. Puede entonces
pasar una corriente a través del circﬁito de carga LC,
el transistor T6 y la resistencia R19. .

Sin embargo, es aconsejable que esta cofriehte no
exceda un valor limite Im por'eﬁcim; del cual el circuito
LC, y particularmente el transiéfof T6, pueden resultar’
dafiados. El propdsito del circuito de prueﬁa TC es‘entoncgs
probar el potencial en el punto A.

Cuando el transistor T6 estd bloqueado, no pasa.
corriente por el circuito; e% punto A‘esté a potencial -U.
El circuito de prueba E C no reacciona y mo envia sefial |
a la salida HX,

Cuando conduce el transistor T6, si la corrients
que pasa tiene un valor normal in inferior al valor limite
Im, la cafida de tensidn én la resistencia R19 es comparati-
vamcnteVmenor, y el valor @el potencial UA en el punto A
estd cerca del potencial U. Dicho poténcial estld asi com-
prendido entre el potencial -U y.el valor de umbra; ~UAm.

El circuito dc prueba no reacciona y no envia sefial a la sa
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Por otra parté, si la corriente que pasa a través
del transistor T6 excede el valor limite Im, la caida de
tengiéﬁ en la résistencié R1Q es derun valor mAs elevado;
el valor del potencial en el punto A estid comprendido entre
el valor de umbral -UAm y tierra. El circuito EC reacciona
entonces y envia una sefial a la salida HC, qué permite
sefializar la anormalidad.

Sin embargo, nbétese que si la resistencia ﬁl9
estd cortocircuitada, el punto A permanééeré a potencial )
-U por lo que'puede continuar el funcionamiento aiin cuando
exista un exceso de corriente en el circuito. El circuito
de prueba no reaccionaréi, ylconsecuentementé’no podré
detectar la anormalidad. e

De esta manefa, en casorde averia en el circuito
de prueba, dicho circuito de puéba no reaccionaré.

Estos casos son similares

Y pueden ser comparado:
bien con la falta de corriente (el transistor T6 esté bl;1

. , . -
queado) o con el paso de una corriente de'vaior inferior
a Im, y entonces no serd posible detectar uﬁ éxceso de
corriente.

Consecuentemente, él inven£o intenta asociar con

el circuito de prueba un amplificador de simulacidn AS
que permite simular una corrieﬁte anormal a la que esti
preparado €l circuito dg prueba o, mis exactamente, sumi~
nistrar al circuito de prueba un potencial comprenéido
entre -UAm y tierra, esto es; que corresponda a una co-
rriente mas elevada que la corriente Im. El invento tambien

intenta asociar el circuito de prueba con un circuito de

umbral CC que permita modificar el umbral que hace funcio~
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nar el circuito de prueba, ?ara hacer que dicho circuito.
reaacione a una corrienée menoxr que el valor Im.

Bl amplificador de simulacidn AS posee una entra-
da ch;-Antes dé controlar la conduccidn del transistor
T6, se envia una seﬁﬁl de control a dicha entrada KCX
por medios no representados. E1 amplificador AS envia a
la entrada del circuito de prueba EC un potencial que simule
un exceso de corriente. El circuito de prueba EC redcciona
¥y envia una sefial a su salida HX. Consecuéntemente, ésta
accidn permite comprobar el funcionamiento del circuito
de prueba EC.‘ | . .

El circuito de conmutacidn sensitiva CC posee una

entrada'KSX. Durante la conduccidén del transistor T6,

-
:

mientras que esti pasando una corriente de valor nofmal
In, se envia una seiial de.contrql a la enfrada Ksx. E1 ,
circuito de commutacidn CC modifica la sensibilidad del.
funcionamienfo del circuito de prueb? EC de tal manera que
dicho circuito reaccioné a una corriente de un valor
inferior -al valor normal In. Mas concretamente, si la
corriente que pasa tiene un valor In, el circuito de
prueba reaccionaré como siglyala~de lg corriente fuera
mayor que el valor limite Im. Se comfrueba que, aungue la
corriente sea normal, el circuito de prueba puede eﬁviar
una sefial a la salida HX como si la corriente excediera

el valor limite Im. Se tiene la seguridad entonces de

que la resistencia R19 no est5 cortocircuitada y qﬁe dicha
resistencia permitiré detectér la posible subida de tensién
que lleve a dicha corriente a.unrvalor mayox que Im.

Con ayuda de la fig. 2 describiremos seguida-

mente un ejemplo de'circuitos‘que incorporan el sistema de
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la fige 1. .
Esta figura muestra los mismos clementcs de la Sigl y
especia_lmehte'el amplificadar de simulacidn AS, el c¢ircuito

de prﬁeba EC vy el conmutﬁdor’de sensibilidad CC, que ya

) han.sido descritoscon detaile;

El circuito de prueba EC consiste de un ampli-

" ficador diferencial que comprende esencialmente dos tran-

sistores T20 y T2l y un divisor de tensién R16, R50, T38,
y una amplificador de salida (transistor Té&)'que controla
la salida HX. .

Las¥esistencias de base R15, R53 y R16 tienmen va>
lores muy elevédos. |

El amplificador de simulacidn AS estéi controladp
por una sefial recibida por la entrada KSX y_permite enviar
un potencial al circuito de prueba EC.

El circuito de conmutacidn de sensibilidad CC con-
siste principalmente de un transistoy T7 aue permite cor-
tocipcuitar la resistenda R38 en el circuito de prueba.

Cuando el transistor T6 estid bloqueado, no pasa
corriente por la resistencia R19. E1l punto A estd a poten=-
cial -U. La base del tramsistor T20 (punto B) est& a un
potencial -UB proporcional a‘-U segln la relacidén de
divisibn de 1as.resistenqias R15 ¥y R&i.VSi el £ransistor
T20 conduce, ¢l punto C éasa a ﬁn potencial cercano a -U.
Ademés, el punto D estl a ;n potencial ~UDn, menbg negativé
que el del ﬁunto C, segln la relacidén de divisidn de las
resistencias R16, R50 y R38.

El transistér'TZl nqg conduce. El punt; E gsté
a potencial ~U. El transisfar T24 no conduce. La salida

HX esté a potencial de tierra.
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Antes de controlar el transistor de simulacidn T6, debe

.

asegurarse que el circuito de prueba EC funciona permi-

tiendo el trabajo del amplificador de simulacidén AS. A

este propbésito se aplica una sefial negativa a la entrada

KSX., El divisor de tensibn-que éonéiste de las resisten~
cias R35 y R36 envia un potencial negativo a_ la base del
transistor T15, que le hace conducir. Pasa una corriente

a través del tramsistor T15 y las resistencias R27. Ri4l

y T19. Como una funcidn de estos valores de resistencia,

el potencial en el punto B se hace menoé negativo. El
transistor Tzd se bloquea. El punto,C pasa a un potencial
menos negafivo. El potencial en el punto D ho cambia y el
transistor T21 conduce. Pasa una corriente a través de lé§
reéfsténciés R63, R64 y el transistor T24, La’salida'HX

del circuito de prueba EC pasa a un potencial negativo

definido por los valores de las resistencias R63 y R64.

De esta manefa, el circuito de pruebé ha funcionado y
cualquier equipo asociado, no representado en la figura,
Yy con;ciendo el momento en el gue se hace dicha prueba, ha-
bré sido informado de ella, al leer el estado de la salida
HX. A

Ahora se envia una sefial positiva a la entrada
Kw qué hace conducir al transistor T6. Una corrienté In
pasa a través del circuito LC, el transistor T6, la re-
sistencia R19. El potencial en el punto A adquiere un
valor -UAn entre el potencial -U y un potencial miximo
~-UAm que corresponde al paso-de una corriente permisible
mAxima Im. Cdnsecuentemente, e} potencial en el'punto B
adquiere un valor tal que el transistor T20 permanece

conductivo. E1 punto C pasa a un potencial menos negativo
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pero que permanece por debajo del del punto D. Bl tran-

sistor T21 no puede ser conductivo. El punto E permanéce

a potencial ~U. El tramsistor T24 permanece bloqueado.

Consecuentemente, la'salida HX del circuito de
pfueba EC permanece a potencial de tierra. Cuélquier equipo-
asociado que lea el estado de la sali&a HX se infprmar& de
que la qorrienfe en el circuito de prueba no excede el
valor méximo Im.

Por otra parte,.si la corriente ‘que existe en el :
circﬁito de prueba, y consecueniemente'en la resiSiencia
R19, excede del valor mlximo Im, la caida de tensidn en
la resistencia R19 aumenta. El potencial enhelpuntﬁ A
toma un valor que difiere notablemente del potenci%l -U
y esté .en el margen entre el valor méximo ;UAm.y tierra.

El potencial en el punto B se hace menos negativo. El

" transistor T20 se bloquea. El potencial en el punto C se

hace menos nggétivo. El transistor T2l conduce. El poten-

cial en el pﬁnto E toma un valor proporcional al potencial

-U segln la relacibdn del divisor de tensidn R51-R53, en

otras palabras, se hace menos negativo. Elltransistor
Té&'conduce. La salida HX del circuito de prueba.EC paéa a
un valor menos negativo que U (propoféional a «U segln
la relacibn del divisor de tensidn R63—R64).Cua1quier
equipo asoéiado, leyendo el estado de la salida HX, se in-

forma de que la corriente en el circuito probado excede el.

.

valor maximo Im.

.éupohgamos ahora gque el transistor T6 conduce

Y que pasa una corriente normal In. El circuito de prueba

envia, como anteriormente, una tierra por su salida HK,

que permite el paso de una corriente normal. Entonces
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es apropiado comprobar que el transisfor R1l% no esté
cortocircuitado. | .

Se envia una seiial, por medios no representados
por la entrada KCX del circuito.de conmutacidn de umbral.
El transistor T8 conduce. El potencial em la base del
transistor T7 varia desde el potehcia U a un potenciél
menos negativo. El transistor T7 conduce. La resistencia R38
esté,cortocircuifada. El potencial en el punto D se modifica
¥y se hace mds negativo. Adpmés si el transistor T6 esté
conduciendo y la corriente que pasa es normal, el tran—
sistor T20 tambien cdnduce. El potencial en le punto C se
aproxima a -U; Bajo estas circumstancias, en respuesta a la
variacibén de potencial en el punto D que resulta de}
corto~circuito de la resistencia R38, el transistor T2l
se hace conducti&o, como en el caso en que tiene lugar un
exceso de corriente en el circuito probado. El transistor
T24 se hace conductivo. El potencial HX pasa a un potencial
pegativo entre ~-U y tierra. . -

. N6tese-que el circuito mostrado en la fig. 2
asegura que el sistema de prueba de corriente que consiste
en la resistencia RL9 y el circuito EC trabaja, cbmprobéndo

por una parte que el circuito EC reacciona correctamente

¥, por otra parte, que la resistencia R19 no estéd corto-

‘circuitada.

Ha de quedar entendido que la anterior descripcidn
de una forma determinada del invento se hace a modo de
ejemplo ¥ no debe considerarse como limitacidén de su alcance

El presente invento.corfesponde a una solicitud

de patente formulada en Francia eldia 23 de Octubre de

1974 seilalada con el nGmero 74 35539 y se acoge, por lo
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tanto, .a los beneficios que otorgan los convenios interna-

cionales vigentes.

Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta patente de veinte
afios, son los siguientes: .

1.~ Un cistema para cantrolar corrientes eldctricas gue ex

ceden de un valor limite gue comprende un circuito que serd corndrolado

por una corriente que no excederid a un valor dado, una

resistencia de prueba qonectada en serie con el circuit§ a
ser controlado, un circuito de pruehba de tensidn conectédo
con los terminales de la resistencia, caracterizado pofque
existe‘pn dispostivo de‘conmutacién conectadd con el cif:
cuito de prueba, y dispuesto para modificar la sensibilidad
de la operacidm, a fin de comprobar, una y qfro a 1a vez

la resistencia de prueba y el funcionamiento de circuito

de prueba.

.

' 2.~ Un sistema para controlar corrientes e;écn'
tricas segin el punto 1, caracterizado porque combrende
ﬁn generador de tensiébn conmutable conectado con 15 en-
trada del_circuito de prueba y que pgrmité simular la

calda de tensidn que ocasiona en la resistencia de prueba

la corriente de control gel circuito a ser controlado

L .
“a fin de asegurar el fundionamiento correcto del circuito

de prueﬁa anfcs de la opefacién del circuito a sea controlad:
3.~ Un sistema para controlar corrientes eléc~

tricag segin el punto 1, caracterizdo porque el circuito

de prueba comprende dos transistores en un circﬁito

diferencial, estando COhcctada la base de uno de los

transistores a la resistencia de prueba y la base del otro

o e i
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transistor con un puente de resistencia, ¥y porque el dis-
positivo de conmutacidn de sensibilidad est& conectado on
par%lelo.con una porcidén de una de las ramas del puenter
de resistencias. ’
4.~ Un sistema para controlar corrientes

eléctricas que exceden de un valor ‘limite.

Tal y como se ha descrito en la memoria qué
antecede, representado en los dibujos que se acompaifian
Y a los fines espécificados. -

Esta memoria consta de once hojas escritas por

una sola cara.

Madrid, 25 Few, w77

: ) EUGEMQO
« Secrelario General




74

STANDARD ELECTRICA, S. 4.

K
AS |le—" cx

KW"”—““K 76

HX
~

KSK
cc PR

%y

#. G, SANTAMARIA
VICE-SECRE™ 410y GERERAL




STANDARD ELECTRICA, 8, A

T T EC
T KSX k3s
e o Ts| | R15
R36
KW R37
AS
" T6
An
Rar g -'
f R5! ?RSO 18
R19 -
R38 T7
R42
twl/
IR -
v L :E.j"" -

s WTAMA LA

L TS

KCX




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



